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Przyrzad do okreslenia polozenia glowicy z podparciem aerody-
namicznym w stosunku do nosnika na bebnie

1

Przedmiotem patentu nr 59173 jest bezdotykowy sposéb
dokladnego pomiaru przesuniecia elementu bedacego
w stanie niestabilnym.

Powyzszy spos6b polega na tym, ze dokonuje sie dwu
odczytéw z podziatki sruby mikrometrycznej, w ktorego
plaszczyznie przedmiotowej lezy tylna powierzchnia ele-
mentu badanego; jednego odczytu w polozeniu odniesienia
elementu i drugiego odczytu po przesunieciu elementu.
Réznica wartosci obu odczytéw jest miarg odleglosci na
jaka zostal przesuniety mierzony element.

Jedng z zasadniczych wad znanego urzadzenia jest to, ze
mimo stosunkowo zlozonego ukladu mechanicznej syn-
chronizacji nie jest mozliwe w znanym urzgdzeniu, przesu-
wanie punktu, w ktérym dokonuje sie pomiaru polozenia

odniesienia, dowolnie po obwodzie bebna w czasie trwania

pomiaru. Jakkolwiek przesunigcie punktu odniesienia jest
mozliwe, wymaga to jednak zatrzymania wirujgcej tarczy
ze szczeling oswietlajacg i dokonania dosé ztozonego za-
biegu przestawienia katowego szczeliny wzdtuz obwodu
tarczy. Tak wiec dowolny i fatwy wybér punktu odniesie-
nia, wzgledem ktérego dokonuje sie pomiaru przesuniecia
elementu, nie jest mozliwy przy uzyciu znanego urza-
dzenia. ‘

Ponadto wada znanego urzadzenia jest; ztozono$é me-

.chanicznego ukladu synchronizacji obrotéw bebna z obro-

tami tarczy ze szczeling o$wietlajacg oraz mata intensyw-
nos¢ oswietlenia pola widzenia mikroskopu, co utrudnia
ustawienie ,,na ostro”, tzn. ustawienie plaszczyzny przed-
miotowej mikroskopu w plaszczyznie tylnej strony ele-
mentu mierzonego. Ponadto wada znanego urzgdzenia jest
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brak mozliwosci nawet przyblizonego okreslenia wielko$ci
prostopadlego do osi optycznej mikroskopu — przesunigcia
elementu mierzonego. Okreslenie wielkosci prostopadtego
przesuniecia elementu mierzonego ma istotne znaczenie °
w ustaleniu prawidlowego polozenia glowicy wzgledem
bebna pamieci bebnowe;j.

Celem wynalazku jest usuniecie wyzej wskazanych nie-
dogodno$ci znanego urzadzenia do okreslenia polozenia
glowicy z podparciem aerodynamicznym w ‘stosunku do
nosnika na bgbnie, do stosowania sposobu wedlug patentu
nr 59173.

Cel wynalazku osiggnieto przez opracowanie przyrzadu
do okreslenia polozenia glowicy z podparciem aerodyna-
micznym w stosunku do nosnika na bebnie, ktéry zawiera
urzadzenie stroboskopowe ztozone z elektronicznego ukta-
du synchronizacji rozblyskéow lampy wyladowcze; z ru-
chem obrotowym bebna i optycznego ukladu oswietlajace-

_go beben, oraz zawiera ponadto w okularze mikroskopu,

plytke ogniskowa z naniesiong na niej siatkg prostokatng
do przybliZzonego pomiaru prostopadlego przesuniecia glo-
wicy wzgledem bebna. Elektroniczny uktad synchronizacji
rozblyskéw lampy wytadowczej z ruchem obrotowym beb-
na zawiera stalg glowice, uktad przelgczajgcy, generator
impulséw, uklad opdzniajgcy oraz uklad zaplonowy.
Optyczny uklad os$wietlenia zawiera kondensator
oswietlajacy swiattem lampy blyskowej tylng strone glo-

.wicy przez objektyw mikroskopu, oraz obiektyw, o$wiet-

lajacy poprzez zwierciadlo znacznik ustawczy na bebnie.
Zaletg rozwigzania wedlug wynalazku jest zastosowanie
stosunkowo prostego ukladu elektrycznego umozliwiajg-
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cego dowolne przesuwanie po obwodzie bgbna punktu,

w ktorym dokonuje si¢ pomiaru odniesienia. Stosunkowo
latwe przesunigcie punktu odniesienia po obwodzie bgbna
jest mozliwe dzigki zastosowaniu ukladu opéZniajacego.
Ponadto zaletami rozwigzania wedlug wynalazku jest du-
2a jasnos¢ pola widzenia mikroskopu dzieki zastosowaniu
" lampy wyladowczej oraz mozliwosé okreslenia prostopa-
dlego do osi optycznej mikroskopu, przesunigcia elementu
mierzonego.
 Przedmiot wynalazku uwidoczniono w przykladzie wy-
konania na rysunku, ktéry przedstawia przyrzad do po-
miaru odleglosci glowicy z podparciem aerodynamicznym
od nosnika na bebnie w widoku z boku i w czesciowym
przekroju plaszczyzne przechodzgca przez o$ optyczng
mikroskopu, wraz ze schematem blokowym ukladu elek-
tronicznego.

Na ptycie 21 umieszczony jest beben znosnikiem magne-
tycznym 1 z naniesionym znacznikiem ustawczym 2. Na
bebnie umocowany jest wspornik 4 z umieszezong na nim
badana glowicg z podparciem aerodynamicznym 3, ktérej
tylna powierzchnia 6 znajduje sie¢ na osi optycznej mikro-
skopu, dZzwignia podnoszenia glowicy 5 oraz glowice stalg
27. Do napedu bebna stuzy silnik 28.

Mikroskop sklada sie z korpusu 8 zumocowanym na nim
obiektywem mikroskopu 7 i okularem 10 wyposazonym
w plytke ogniskowa 9, na ktorej zostala naniesionasiatka
prostokatna. Wewnatrz korpusu znajduje sig plytka swiat-
lo dzielgca 16, uklad optyczny oswietlacza 14 oraz elektro-
nowa lampa blyskowa 15. Mikroskop umocowany jest do
ruchomej czesci kontrolowanego mechaniziiu przesuwu
mikroskopu 17, na ktérym znajduje si¢ sruba mikrometry-
czna 19 z podzialka. Nieruchoma czes$é kontrolowanego
mechanizmu przesuwu 18 umocowana jest do podstawy
przyrzadu 21 poprzez wspornik 20.

W korpusie mikroskopu znajduje si¢ otwor 13, nad
ktérym umieszczone jest zwierciadlo ustawcze 12 wraz
z obiektywem 11 oswietlacza.

Uklad elektroniczny oswietlacza sklada sie z ukladu
wzmacniacza réznicowego 26, ukladu przelaczajacego 25
generatora impulséw zasilania od sieci 220V, 50 Hz, ukla-
du opéZniajgcego 23 i ukltadu zaplonowego 22.

Zasada dzialania przyrzadu jest nast¢pujaca. Badana
glowica z podparciem aerodynamicznym 3 spoczywa na
nosniku magnetycznym nieruchomego bebna 1; w takim
polozeniu obserwujge przez okular mikroskopu 10 tylna
powierzchnie glowicy 16 dokonuje si¢ ustawienia pomiaru
przez wprowadzenie w plaszcezyzne przedmiotowg ukladu
optycznego mikroskopu tylnej powierzchni glowicy 6 i do-
konaniu odezytu na podzialce sruby mikrometrycznej 19.
Przy nieruchomym bebnie pole widzenia mikroskopu
oswietlone jest elektronowsg lampg blyskowg 15 przy usta-
wieniu ukladu przelgczajacego 25 na prace od gencratora

. impulséw 24. Przy okreslaniu polozenia odniesienia znacz-
nik ustawczy 2 na bebnie musi byé oswietlony z elektrono-
wej lampy blyskowej 15 poprzez zwierciadio 12 i obiektyw
11.

Po ustaleniu polozenia odniesienia glowica badana zo-
staje odsuniela od powierzchni bebna przy pomocy dzwi-
gni podnoszenia glowicy 5, nastepnie wigczony silnik 28
napedzajacy beben. ‘

Po ustaleniu obrotéw bebna zostaje zwolniona dZwignia
podnoszenia glowicy 5 i glowica badana 3 dochodzi do
bebna na pewna ustalong odleglosé wyniklg ze wzrostu
cisnienia miedzy czolem glowicy a powierzchnig bebna,
zalezng od ksztaltu powierzchni czolowej glowicy i szyb-
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kosci obrotowej bebna, a uklad elektroniczny oswietlacza
2ostaje przelaczony na synchronizacje od bebna.

Impulsy synchronizujace z glowicy 27 odczytywane
z warstwy magnetycznej bebna, przez wzmacniacz rézni-
cowy 26 przekazywane sa na uklad przelgczajacy 25, uklad
opo6zniajacy 23 i uklad zaplonowy 22 i powodujg zapton
elektronowej lampy blyskowej 15 z czestotliwoscig zgodng
Z obrotami bebna. -

Przed dokonaniem pomiaru wielkosci szczeliny miedzy
nosnikiem na obracajacym sie bebnie a glowicg konieczne
jest oéwietlenie przez obiektyw 11 tego punktu na bebnie,
w ktérym znajduje sie znacznik ustawczy podobnie jak
przy dokonywaniu pomiaru punktu odniesienia.

Synchronizacje momentu zaplonu elektronowej lampy
blyskowej z momentem przejécia znacznika przez o§ opty-
czng obiektywu 11 oswietlacza uzyskuje sie za pomoca
ulitadu opézniajacego 23. Nastepnie powtérnie doprowa-
dza sie ptaszczyzneg przedmiotows uktadu optycznego mi-
kroskopu do tylnej powierzchni glowicy 6 przy pomocy
$ruby mikrometrycznej i odczytuje sie potozenie podziatki
$ruby mikrometrycznej 19.

Roéznica obu odczytéw jest réwna odleglosci glowicy
badanej 3 z podparciem aerodynamicznym od nosnika na
bebnie 1. Przez dokonanie pomiaru punktu odniesienia
i punktu odsuniecia glowicy w tym samym miejscu na
bebnie, eliminuje sie bledy ksztaltu bebna, powodujace
drganie glowicy z czestotliwoscig obrotéw bebna.

Siatka prostokatna na plytce ogniskowej 9 umieszczonej
w okularze 10 pozwala na okreslenie wielkosci przesunig-
cia prostopadlego do osi optycznej mikroskopu tylnej po-
wierzchni glowicy 6, co umozliwia szacunkowe okreslenie
nieréwnoleglosci polozenia glowicy w stosunku do nosnika .
na obracajacym sie bebnie.

Przyrzad do pomiaru odleglosci glowicy z podparciem
aerodynamicznym od nosnika na bebnie pozwala réowniez
na okreslenie mimosrodowosci bebna podczas jego pracy.
Pomiar dokonywany jest po zdjeciu glowicy badanej przez
wprowadzenie powierzchni nosnika na bgbnie w plasz-
czyzng przedmiotows uktadu optycznego mikroskopui do-
konanie odczytu na podzialce tarczy 19, nastepnie kolejno
przez przesuwanie punktu zaplonu elektronowej lampy
btyskowej 15 ukladem opozniajagcym 23 wzdiuz obwodu
bebna i wprowadzenie powierzehni nosnika w plaszczyzne
przedmiotowg ukladu optycznego mikroskopu dokonuje
sie odezytu ze sSruby mikrometrycznej mikroskopu.

Roznice polozenia mikroskopu przy obserwacji nosnika
na bebnie w réznych punktach na obwodzie bebna sa
rowne zmianom jego promienia.

Zastrzezenia patentowe

1. Przyrzad do okreslenia polozenia glowicy z podpar-
ciem aerodynamicznym w stosunku do nosnika na bebnie
stuzy do stosowania sposobu bezdotykowego dokladnego
pomiaru przesuniecia elementu bedgcego w stanie niesta-
bilnym wedlug patentu nr 59173, polegajacego na tym, ze
w poloZeniu odniesienia oraz po przesunieciu elementu
dokonuje sig odezytow z podziatki sruby mikrometrycznej
mikroskopu, w ktérego plaszczyznie przedmiotowej lezy
tylna powierzchnia elementu, przy czym réznica tych od-
czytow stanowi wartosé przesuniecia elementu, znamien-
ny tym, ze zawiéra urzgdzenie stroboskopowe zlozone
z elektronicznego ukladu synchronizacji (22, 23, 24, 25, 26,
27) rozblyskéw lampy blyskowej (5) z ruchem obrotowym



5

bebna (1) i optycznego uktadu oswictlajgcego (2,11, 12,13,
14, 15) bebna, oraz w okularze mikroskopu (10) zawiera
plytke ogniskowa (9) z naniesiong na niej siatka — prosto-
katng, do przyblizonego pomiaru prostopadlego do osi
optycznej mikroskopu, przesunigcia glowicy w stosunku
do nosnika na obracajacym sie bebnie.

2. Przyrzad wedtug zastrz. 1 znamienny tym, ze elektro-
niczny uklad synchronizacji rozbtyskéw lampy btyskowej
(15) z ruchem obrotowym bebna (1) zawiera glowice stala
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(27), uklad przelgczajacy (25), generator impulséw (24),
uklad opdzniajacy (23) oraz uklad zaplonowy (22).

3. Przyrzad wedlug zastrz. 1 znamienny tym, ze optyczny
uklad oswietlenia zawiera uklad optyczny oswietlacza (14)
oswietlajacy swiatlem lampy btyskowej (15) tylng strone
glowicy (6) przez obiektyw mikroskopu (7), oraz ma obiek-
tyw (11) oswietlajacy poprzez zwierciadlo (12) znacznik
ustawczy (2) na bebnie (1).
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